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Przedmiotem wynalazku jest spos6b mikrofalo-
wego sprawdzenia impedancji charakterystycznej
prowadnic falowych, zwlaszcza kabli wsp6losiowych
bardzo wielkiej czestotliwo$ci.

Aby pomierzyé impedancje charakterystyczng
prowadnicy falowej metodg mikrofalowa nalezy ja
wlgczyé w tor mikrofalowy, w ktérym mogg byé
pomierzone parametry przesylanych w nim fal
elektromagnetycznych. Dla takiego wilgczenia w tor
prowadnica falowa jest wyposazona w mikrofalowe
zlacza, ktére musza byé odpowiednie do stosowa-
nych w torze typéw zlacz. Przez mikrofalowe zlgcze
rozumie sie tu element mikrofalowy wyposazony
w przejScie ze standardu jednej prowadnicy na
standard prowadnicy o wymiarach przekroju po-
przecznego, odpowiednich dla czeSci stykowej sto-
sowanego typu zlacza. Na polaczeniu prowadnicy
falowej z przejSciem zlgcza powstaje niecigglosé,
ktéra jest Zrédtem duzych bledéw, a czesto nawet
uniemozliwia sprawdzenie z pozadang dokladnoScig
impedancji charakterystycznej prowadnicy falowej
metodami mikrofalowymi, gdyz odbicia fal elektro-
magnetycznych od tej niecigglo§ci sa wieksze od
odbié powodowanych dopuszczalnymi odchylkami
impedancji charakterystycznej sprawdzanej pro-
wadnicy.

W wielu krajach normy panstwowe zobowigzuja
do badania impedancji charakterystycznej prowad-
nic falowych, np. mikrofalowych kabli wsp6losio-
wych, sposobem polegajacym na pomiarze pojem-
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no$ci jednostkowej i wspélczynnika skrécenia fali.
Impedancje charakterystyczng oblicza sie ze wzoru
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Ze C

gdzie C jest pojemno$cia w pF/m, & — wsp6tezyn-
nikiem skrécenia fali, réwnym stosunkowi dtugo$ci
fali elektromagnetycznej w wolnej przestrzeni
(pr6zni) do dlugoSci fali w badanej prowadnicy
przy tej samej czestotliwoSci pobudzenia. Pojem-
no$¢ C nalezy mierzy¢ mostkiem zmiennopradowym
o okreSlonej dokladno$ci pomiaru. W metodzie tej
nie wystepuje problem jako$ci zlgcz mikrofalowych,
jednakze metoda nie jest metoda mikrofalowg
i takie wady prowadnic falowych jak np. brak
wspOlosiowoSci przewodéw kabli wspé6losiowych
czy tez niewielkie, miejscowe nieregularnosci wy-
miar6w przekroju poprzecznego prowadnic, nie be-
da wykrywane przez pomiar pojemnoSci jednost-
kowej.

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu mi-
krofalowego sprawdzenia impedancji charaktery-
stycznej prowadnic falowych, ktéry eliminuje blad
pomiaru powodowany przej§ciami z badanych pro-
wadnic falowych na standard prowadnic zlgcz mi-
krofalowych.

Cen ten zostal osiggniety dzieki dobraniu takiej
dlugosci badanego odcinka prowadnicy falowej, aby
zawierala ona nieparzystg liczbe ¢wiartek diugoSei
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fali elektromagnetycznej rodzaju podstawowego
rozchodzacego sie w badanej prowadnicy.

Przedmiot wynalazku jest pokazany w przykla-
dzie wykonania na rysunku przedstawiajacym sche-
mat zastepczy kabla dopasowanego na wyjSciu.

Spos6b wediug wynalazku polega na pomiarze
modutu elementu S;; dwuwrotnika mikrofalowego
utworzonego z odcinka badanej prowadnicy falowej
i dwbéch zlgez mikrofalowych umozliwiajgcych wig-
czenie jej w tor mikrofalowy. Pomiar moze byé
wykonywany znanymi sposobami pomiaréw mikro-
falowych, z tym, Ze pomiaru nalezy dokonaé na
czestotliwos$ci, przy ktérej dtugosé badanej prowad-
nicy falowej zawartej pomiedzy zlaczami mikrofa-
lowymi, wylaczajac diugosci samych zitgcz, powinna
‘stanowié¢ nieparzysta liczbe éwiartek ditugodci fali
elektromagnetycznej modzaju podstawowego roz-
chqdzagcego sie w badanej prowadnicy.

Odchylke impedancji charakterystycznej AZox od
impedancji charakterystycznej toru Z, obliczamy
ze Wzoru:

227 | Sllx|

AZox =
ox 1— | Sux

gdzie |Sux| jest modulem elementu S,; macierzy
rozproszenia badanego odcinka prowadnicy falo-
wej.

Element S;; macierzy rozproszenia dwuwrotnika
skladajacego sie z odcinka badanej prowadnicy 1
i dwéch mikrofalowych zlacz 2 i 3, jest réwny
wspélezynnikowi odbicia na wej§ciu ukladu, gdy
wyjScie zamkniete jest na dokladnie dopasowane
obcigzenie 4. Odcinek prowadnicy i zlgcza mozna
przedstawié jako kaskadowe polgczenie dwuwrot-
nikéw, opisanych macierzami rozproszenia, jak po-
kazano na rysunku.

Przy spelnieniu warunkéw S;;¢~~ Szt K1, Sux =~
2 Spx K11 Syyp» &~ Spot» K 1 0raz Spat = Sat — Spapr=
=S, ~1 oraz S;;x =S;x~1, ktére sg praktycz-
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nie latwe do spelnienia, sluszne s3 nastepujgce za-
lezno$ci:

Ta=8S;t
Ty = Syx+Syre—ithx

+8S, e i2Bx+t)
Sju = Syt +Tpe—12t = Sy + S xe—I2t

gdzie x i t sg dtugosciami badanej prowadnicy
i zlgcza.
Mozna wykazaé, ze przy jednakowym wykonaniu
i montazu na prowadnicy 1 zlgcz 2 i 3 sluszna jest
zalezno§é
Syut= Spyve—ieft

Podstawiajgc ostatnie wyrazenie do wzoru na
Siju otrzymamy

Snu = I[Sni+Snt' (l+e—1$x)]e_m
Dla 28x = (@2n+1)w7, n=0, 1, 2..., a wiec X = (2n+
A
+1)T otrzymujemy 1+e—3%8x=10 i |Syu|=|Sux|.

Jak wynika z ostatniej zaleZzno$ci modul elemen-
tu S,;u macierzy rozproszenia dwuwrotnika mikro-
falowego pomierzony sposobem wedlug wynalazku
pozwala okreflié odchylke impedancji charaktery-
stycznej badanej prowadnicy falowej od impedancji
charakterystycznej pomiarowego toru mikrofalo-
wego.

Zastrzezenie patentowe

Spos6b mikrofalowego sprawdzenia impedancji
charakterystycznej prowadnic falowych, polegajacy
na pomiarze modutu elementu S;, prowadnicy falo-
wej wlaczonej do toru pomiarowego za pomocg
zlacz mikrofalowych, znamienny tym, Ze dlugo$é
badanego odcinka prowadnicy dobiera si¢ tak, aby
zawierala ona nieparzystg liczbe éwiartek diugo$ci
fali elektromagnetycznej rodzaju podstawowego
rozchodzacego sie w badanej prowadnicy.
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Eam 4, wiersz 5 i 6, blednie wydrukowano wzér
powinne byé: S, = S;;; + I've—j2pt =
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= Syt + Spxe—j28t + Syt e—j2B (x—1)
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